
























专利名称(译) 超声诊断仪的探头

公开(公告)号 US20160287212A1 公开(公告)日 2016-10-06

申请号 US15/182121 申请日 2016-06-14

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI JIN YOUNG

发明人 CHOI, JIN YOUNG

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/4455 A61B8/4494 A61B8/4272 A61B8/0833 A61B8/0875 A61B8/4444 A61B8/08 A61B8/4281 
A61B8/4461 A61B8/14

优先权 1020110133504 2011-12-13 KR

其他公开文献 US9763643

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供一种用于执行在受试者的测试用于超声波诊断装置的探针。探头包
括形成所述探针的外部的情况下，其设置在壳体的内侧并且其产生超声
波，这是在压电对象和其防止的后表面设置的吸音层的压电对象被传递
到压电对象，通过与检体的声阻抗匹配所述压电对象的声阻抗提供所生
成的超声波对受试者的声匹配层的后部的超声波，以及声音透镜集中产
生的超声波，辐射对准被摄对象的集中超声波。
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